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Przyrzad do badan rentgenostrukturalnych powierzchni
wklgstvch 1 wypuktych

Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny przyrzad do badan rentgenostrukturalnych
powierzchni wklgstych i wypuktych, zwlaszcza biezni zewngtrznych i wewnetrznych pierécieni
tozysk tocznych.

Dotychczas znane i stosowane przyrzady do badan strukturalnych metoda rentgenowska,
stanowigce dodatkowe wyposazenie dyfraktometrow, maja konstrukcj¢ umozliwiajaca prowadze-
nie badan tylko powierzchni plaskiej lub jak w przypadku rozwigzania wynikajacego z opisu
wynalazku ZSRR nr 463 897 powierzchni zewngtrznych przedmiotdw o ksztatcie walca.

Znana konstrukcja przyrzadu do badan rentgenostrukturalnych wynikajaca z opisu patento-
wego PRL nr 98696 pozwala na prowadzenic badaf powierzchni zewng¢trznych przedmiotéw
walcowych. Wymienione rozwigzania stwarzajg t¢ niedogodno$é, zwtaszcza w przypadku badan
pierscieni tozysk tocznych, ze wymagaja stosowania dwoch odrgbnych przyrzadéw to jest przy-
rzadu do badan pierscieni wewngtrznych oraz do badania pier§cieni zewnetrznych.

Celem wynalazku jest konstrukcja przyrzadu uniwersalnego do prowadzenia badan zewng-
trznych i wewngtrznych piericieni tozyskowych na powierzchniach wklestych i wypuktych, przy
niewielkiej zmianie elementéw uchwytowych. '

Cel ten osiagnigto przez skonstruowanie uniwersalnego przyrzadu do dyfrakcyjnych badan
rentgenowskich, posiadajacego podstawg z prowadnicami umieszczonymi na gérnej powierzchni
pochylonej pod katem a=40° w stosunku do jej poziomej powierzchni bazowej, przy czym w
prowadnicach podstawy zostata umieszczona przesuwna plyta z utozyskowanym, obracanym
r¢cznie lub mechanicznie, uchwytem do mocowania badanego przedmiotu.

Przesuwna plyta ma szczeling umieszczona na drodze pierwotnej lub wtdrnej wiazki promieni
rentgenowskich. Polozenie przesuwnej plyty ze szczeling umieszczong w ptaszczyZnie utworzonej
przez obie wiazki jest ustalone ostatecznie za pomocg wbudowanego regulacyjnego zderzaka i
czujnika pomiarowego.

Korzystnym skutkiem wynikajacym ze stosowania przyrzadu wedlug wynalazku jest umozli-
wienie dokonywania rentgenostrukturalnych badan pierscieni zewngtrznych i wewnetrznych tozy-
ska tocznego, wedtug metody wynikajacej ze zgloszenia wynalazku nr P—203 552 pt. ,.Spos6b
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badania faz na wewngtrznych i zewngtrznych powierzchniach krzywoliniowych, zwlaszcza pier-
$cieni tozysk tocznych“, oraz potrzeba mniejszej doktadnosci ustawienia badanych powierzchni
wzgledem padajgcej wiazki promieniowania rentgenowskiego, nie wymagajaca indywidualnego
ustawienia przedmiotu.

Wynalazek jest blizej objasniony na rysunku gdzie fig. | przedstawia przyrzad w widoku z
boku i w przekroju osiowym wzdluznym, a fig. 2 — w widoku z gory z cz¢Sciowym przekrojem
podstawy. plyty i uchwytu mocujgcego przedmiot badania.

Przyrzad sklada si¢ z podstawy 1, na ktérej pod katem o = 40° do ptaszczyzny poziomej, w
prowadnicach 2 umieszczona jest przesuwna plyta 3 z utozyskowanym obrotowym uchwytem 4
przedmiotu 5, silnika 6 z przekladnia redukcyjng 7 oraz regulacyjnego zderzaka 8 i czujnika
pomiarowego 9.

Dla przeprowadzenia badan rentgenowskich strukturalnych, po umieszczeniu badanego
przedmiotu 5 w uchwycie 4 i unieruchomieniu Zrédta promieniowania 10, wigzka pierwotna
promieni rentgenowskich 11 pada poprzez szczeling 12 pod katem 6 na powierzchni¢ biezni
piericienia § i ulegajac dyfrakcji powstajgca wigzka wtdrna 13 jest rejestrowana licznikiem impul-
soOw 14. Przyrzad umozliwia realizacj¢ przeprowadzenia dwdch sposobéw badan: dyskretnego
punktowego przy zmiennym kacie #i unieruchomionym pierscieniu §, cigglego przy stalym kacie i
obrocie pierScienia dookota wlasnej osi 15 o kat 360°. Po zakonczeniu naswietlania wysuwa sig
plyte 3 z prowadnic 2, zdejmuje si¢ zbadany pierscien § i zaklada nastgpny w uchwycie 4, nast¢pnie
wsuwa si¢ z powrotem plytk¢ 3 w prowadnic¢ 2 az do zderzaka 8 i powtarza cykl czynnosci.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do badan rentgenostrukturalnych powierzchni wkigstych i wypuktych, zbudo-
wany z pochylonymi prowadnicami, obrotowym uchwytem do mocowania przedmiotu badanego,
znamienny tym, Ze gérna powierzchnia podstawy (1) jest pochylona pod katem a=40° do jej
poziomej powierzchni bazowej, a w prowadnicach (2) podstawy (1) jest umieszczona przesuwna
plyta (3) z utozyskowanym obrotowym uchwytem (4) przedmiotu (5), przy czym przesuwna piyta
(3) ma szczeling (12) umieszczona w osi pierwotnej lub wtdrnej wiazki promieni rentgenowskich.

2. Przyrzad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze na przesuwnej ptycie (3) ma umocowany
regulacyjny zderzak (8) i czujnik pomiarowy (9) do ostatecznego ustalenia potozenia szczeliny (12)
w plaszczyinie poziomej rownolegtej do ptaszczyzny wigzek.
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Fig. 2
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